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前  言
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平板显示器基板玻璃表面粗糙度的
测量方法

1 范围

本标准规定了使用触针式表面粗糙度测量仪测量平板显示器基板玻璃表面粗糙度的测量方法。
本标准适用于平板显示器用基板玻璃表面粗糙度的测量。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
触针式表面粗糙度测量仪 stylussurfaceroughnessmeasuringinstrument
探针在被测面的一部分上沿轮廓滑行,放大地记录下表面的不平整性并指明放大曲线的振幅是表

面粗糙度数值范围的仪器。

2.2
截止长波长 longwavelengthcut-off
λL

排除自然因素,当示踪轮廓曲线通过消除波纹因素影响的高通波长滤波器后,振幅衰减率成为

75%时的波长。

2.3
真实剖面曲线图 realprofile
目标物体表面与垂直于该表面的一个平面的交叉线(参见图1)。

图1 剖面曲线

2.4
截止短波长 shortwavelengthcut-off
λS

示踪剖面曲线通过滤除粗糙度因素影响的低通波长滤波器后,其波幅衰减率成为标准值75%时的

波长。
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